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Bogotd, septiembre 14 de 2021.

Sefores:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

E.S.D.

Ref.: Respuesta al requerimiento de fondo del Expediente
NC2019/0006815 Oficio 7556 de 20 de mayo de 2021.

Solicitud de patente de invencion titulada: “DISPOSITIVO Y METODOS
PARA LA MEDICION DEL ESPESOR DE LAMINAS DELGADAS MEDIANTE
DETECTOR MULTIPLICADOR GASEOSO DE ELECTRONES”.

En atencién al oficio mencionado, me permito manifestar lo siguiente:

1. Respecto alas reivindicaciones (Art. 30 Decisién 486)

Menciona el examinador “La reivindicacion 1 corresponde a una lista de partes
ya que menciona una serie de elementos, pero no describe claramente cuél es
la relacion existente entre los mismos. Se recomienda reescribir la
reivindicacion mencionada teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas y
funcionales del componente de la fuente de radiacién ionizante, el detector
gaseoso multiplicador, el sistema de electronica base y el sistema de
adquisicion de datos, de tal manera que se muestre cOmo es posible resolver el
problema técnico planteado a través de la materia para la que se busca la
proteccion”.

Aungue no compartimos lo manifestado por el examinador, ya que la definicién
propuesta en la reivindicacion independiente 1 es clara y precisa; en aras de la

concision y con el objetivo de darle mayor alcance y claridad hemos redefinido
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esta reivindicacion y mas adelante mostraremos los nuevos elementos vy

caracteristicas adicionadas.

Ademas, afirma el examinador, “La reivindicacion 3 corresponde a una serie de
etapas presentadas de maneral general que pueden ser ejecutadas sistema de
electronica base o procesador. Se recomienda reescribir la reivindicacion
mencionada teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas y funcionales en
las etapas de amplificacion, almacenamiento analogo, combinacién de canales,
digitalizacion y transmision de datos”.

En este punto hemos modificado la mencionada reivindicacion que trata de un
método de tratamiento de sefiales que Genera el Detector GEM (2) para

medicion de espesores de laminas delgadas, dandole mas claridad.

2. Respecto al estado de la técnica.

En relacion con la comparacion y analisis realizados por el examinador, quien
cita el documento D1 como el estado de la técnica mas cercano y realiza con
dicha anterioridad “un analisis comparativo de novedad” y sefiala que
consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontré el

siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item | Documento Titulo recha do
Publicacion
D1 | US20180136340 Structured detect_or_s and dgtecfor systems for 17 de mayo de 2018
radiation imaging

Respetuosamente, consideramos que el citado documento D1 no es el estado
de la técnica mas cercano. Tal como indica el Examinador, el documento D1 se
refiere a modulos detectores para la formacion de imagenes radiograficas, sin
embargo, las partes y el objetivo de la patente mencionada son totalmente
diferentes e incluso, corresponden a dispositivos los cuales no tienen similitud

entre si.
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Nuestra solicitud resuelve de forma practica el problema de realizar mediciones
precisas y en menor tiempo del espesor de laminas delgadas, dentro de un
proceso de control de calidad sobre una linea de produccion ya que las
mediciones que se adelantan actualmente con equipos como el contador
Geiger, no permiten evaluar la superficie completa de la lamina (espesor),
permitiendo que se filtren producciones con fallas no detectadas en las laminas
delgadas, tal como rollos concavos, rollos convexos, o distorsiones en general,
es decir, realizando mediciones puntuales del espesor, sin considerar la
homogeneidad de la lamina delgada. Mientras la anterioridad citada por el
examinador y denominada como D1 resuelve el problema de suministrar
detectores y sistemas detectores para utilizar en el diagnostico de rayos X y
rayos gamma meédicos para animales pequefios, radiologia de rayos X de
diagnoéstico que incluye area de rayos X, hendidura, ranura, tomosintesis,
tomografia computarizada, imagenes de fase, intraoral y dentales.

Como se aprecia son problemas completamente diferentes que no estan
relacionados y que se resuelven con sistemas y equipos diferentes, que,
aunque pueden tener algun elemento en comun, la disposicion de los
elementos y sus caracteristicas llevan a obtener conjuntos que no se asemejan
con funcionamientos y propdésitos disimiles. Todas estas diferencias las

revelaremos mas adelante.

Nuevamente, respecto al estado de la técnica mas cercano, este debe ser un
documento que se ubique en el mismo campo técnico de la invencién
estudiada e intente solucionar el mismo problema o uno semejante.
Normalmente es el documento que comparte mas elementos y caracteristicas
con la invencién reclamada. A pesar del esfuerzo realizado por el examinador,
el conjunto de médulos del documento D1 se ubica en el campo técnico de las

imagenes y en particular de las imagenes a partir de radiaciones X y Gamma
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con énfasis en aplicaciones en imagenes diagndsticas médicas, lo que muestra
una aplicacion diferente al de la solicitud en estudio, que se encuentra en el
campo de la metrologia, y especificamente en la medicion de espesores de

laminas delgadas.

Por lo tanto, el documento citado D1 no es el estado de la técnica mas cercano
y no es un documento que permita desvirtuar la novedad de la materia
reclamada. Ademas, son muchas las diferencias entre ambas invenciones, tal

como lo demostraremos a continuacion.

El documento D1 cita numerosos tipos de detectores que utilizan diferentes
configuraciones de camaras Compton para crear imagenes pero ninguna de las
configuraciones soluciona el problema de medir el espesor de laminas
delgadas, ni utiliza el detector gaseoso GEM de la misma manera como lo hace
la invencién propuesta. Mas aun a pesar de que tanto el Documento D1 y la
invencion propuesta utilizan detectores, el principio de utilizacion de los
detectores en las dos invenciones es diferente. EI documento D1 utiliza el
principio de la camara de Compton para la creacidbn de imagenes. Dicho
principio se basa en la interaccion de un foton con la materia, en la que se
liberan electrones luego de un choque entre un foton de alta energia y un
atomo. En el principio de funcionamiento de una camara Compton, se debe
detectar la trayectoria de los electrones emitidos y el angulo entre la emisién
del electron y el foton incidente, La trayectoria de los electrones emitidos se
realiza por medio de cintilladores y fotosensores como esta descrito en el
resumen de D1, “primera y segunda capas de varillas de centelleo o conjuntos
de pixeles orientados en la primera y segunda direcciones”. El sistema descrito
en D1 utiliza detectores 3D o detectores 2D a los que adiciona coincidencia
temporal para reconstruir las interacciones de los fotones en 3D. Este método
si bien es efectivo es complejo y altamente demandante en recursos de

computo. A diferencia de D1, la invencion propuesta no utiliza detectores de
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centelleo, no utiliza fotones de alta energia y no utiliza coincidencia temporal
para la medicion del espesor de las laminas delgadas. La invencion propuesta
utiliza el principio de atenuacion de radiacion beta para la determinacion de los
espesores de lamina; el dispositivo propuesto no utiliza la deteccion de fotones
y electrones con la medicion del angulo de Compton como si lo hace D1, sino
la deteccién de los electrones producidos por la ionizacion de una molécula de
gas por una particula ionizante incidente al detector. Por lo tanto, las dos
representaciones son conceptual y fundamentalmente distintas. En vista de lo
anterior, D1 no constituye un estado de la técnica cercano a la presente
invencion y no deberia ser considerado en el andlisis de patentabilidad.

3. Respecto al examen de Novedad (Art. 16 D486)

3.1 Respecto a la reivindicacion independiente 1.

Afirma el examinador en su concepto que la reivindicacion 1 que se refiere a un
dispositivo para la medicion del espesor de laminas delgadas se encuentra
afectada en su novedad por el equipo revelado en el documento D1.
Respetuosamente demostraremos que el contenido de la reivindicaciéon 1y sus
modificaciones es novedoso a la luz de la anterioridad citada y en general del

estado de la técnica.

En el mismo sentido, utilizaremos la tabla incluida en el estudio de fondo para
mostrar las diferencias existentes entre el conjunto de modulos de D1 y la
materia reclamada en nuestra solicitud (antigua y nueva reivindicacion 1),
destacando dichas diferencias para demostrar que nuestra invencion cumple
con el requisito de NOVEDAD.

Tabla 1. Punto 1.
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Caracteristicas D1
esenciales
Dispositivo para la | Los detectores de front-end y back-end deben tener al menos una propiedad
medicion del | diferente como posicién, tamafio, geometria (plana, caja, caja parcial, anillo, anillo
espesor de | parcial, etc.), direccionalidad (enfocada, desenfocada), espacial resolucion,

resolucion temporal, resolucion energética, probabilidad de interaccion (densidad
del material, espesor, coeficientes de interaccion), orientacion (canto, cara a cara,
inclinacion), caracteristicas de ruido, funcionamiento del detector (integrador, PC,
PCE), etc. (Pag. 6, Parr. 0086, lineas 13 a 20).

Se pueden emplear uno o mas tipos de detectores, incluidos: detectores de
centelleo, detectores de semiconductores, detectores de gas (incluidos, entre
otros, conjuntos de pajillas, camaras de gas de microbanda, contadores
proporcionales de mlltiples cables y contadores proporcionales de mdiltiples
capas de tiras cruzadas, multiplicador de electrones de gas (GEM), detectores de
micromegas (Micro-MEsh Gaseous Structure) y de camara de placa resistiva
(RPC), detectores de baja temperatura (como Ge o superconductor) y detectores
estructurados (Pag. 4, Parr. 0062, lineas 8 a 16).

Sobre lo manifestado por el examinador es claro que el equipo divulgado en D1

utiliza detectores de varios tipos. En el dispositivo para la medicion de

espesores de la presente solicitud solo incluimos detectores gaseosos

multiplicadores de electrones, de los cuales los mas comunes son el Gas
Electron Multiplier (GEM) y el detector MICROMEGAS; los demas detectores

como los detectores de centelleo y los detectores de estado sélido NO hacen

parte de nuestra solicitud y no estan incluidos dentro de la materia reclamada.

Debido a que el documento D1 incluye dichos detectores gaseosos no

destacaremos esto como una diferencia con nuestra invencion.

Tabla 1. Punto 2.

Caracteristicas

esenciales

D1

Una fuente de

Radiacion

ionizante (1), en
donde se ubica

un colimador

(1.2).

Normalmente, la informacién de interaccion se utiliza para
estimar la

direccionalidad y la energia del fotdn incidente en el
sistema detector de camara Compton, ya sea que el foton
sea un rayo X, un rayo gamma O un rayo gamma de
aniquilacién. Tenga en cuenta que, con la adicion de

colimacion, como (por ejemplo) un colimador de orificio de

alfiler o de orificio paralelo, la caAmara Compton se puede
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convertir en una camara SPECT de medicina nuclear
(cAmara gamma) (Pag. 3, Parr. 0058, lineas 1 a 8). Los
fotones de radiacion incidente (107) de la fuente de
radiacion de rayos gamma, con energia menor que el
umbral de produccién de pares, pueden sufrir dispersion
de Rayleigh, dispersion de Compton o0 interacciones
fotoeléctricas.

(Pag. 8, Parr. 0107, lineas 1 a 4).

Sobre lo anterior, en nuestro disefio (figura 2) se puede observar que incluye
un gran colimador 1.1, que podria ser de diferentes materiales basados en
polimeros u otro tipo de material que pueda retener la radiacion al exterior. La
radiacion puntual 1.2 dada por cada una de las fuentes individuales hace que
se pueda realizar medicidbn multipunto de la ldmina delgada a la que se le
quiere medir el espesor. La radiaciobn que nosotros consideramos para
nuestro instrumento es radiacion beta (tal como se manifiesta en la
descripcion pagina 12 respecto a la figura 1). Esto debido a que los
detectores gaseosos son muy ineficientes detectando fotones de alta energia
tales como la radiacibn gamma. Los detectores gaseosos multiplicadores de
electrones tienen muy buena eficiencia detectando radiacion beta. De forma tal,
que se ha modificado este aspecto de la reivindicacion incluyendo la expresion

“una fuente de radiacion beta (1)”, diferencia 1 no revelada por D1.

Al revisar el contenido de la figura 2, se aprecian varias fuentes de radiacion
(1.2) en paralelo cada una con su agujero que apunte hacia la lamina delgada,

para poder realizar la medicién multipunto del espesor del material.
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FIGURA 2

Especificamente, en la tabla 1 punto 2, el parrafo de D1 menciona que la
informacion de la interaccion se utiliza para estimar la direccion y energia del
fotdn incidente, y que un colimador permite delimitar la direccién del fotén para
utilizar una camara compton con funcionalidades de un SPECT. Nuevamente,
el texto en D1 refleja la generalidad del principio de funcionamiento de una
camara Compton y no presenta una particularidad del funcionamiento de

nuestra invencion. Mas aun, el texto “Note that with the addition of collimation

such as (for example) a pin hole or parallel hole collimator, the Compton

camera can be converted into a nuclear medicine SPECT camera (Gamma

camera). Compton camera features such as tracking capability can continue to

be utilized”, se menciona que la utilizacién de un colimador puede transformar

una camara Compton en un dispositivo SPECT (camara gamma). Es de anotar
que la invencioén presentada ante la SIC, no constituye un dispositivo SPECT ni
una camara gamma, que la invencion presentada utiliza radiacién Beta como
elementos de interaccion con la materia y por lo tanto si bien tanto D1 como
nuestra invencion propone el uso de un colimador, el uso que se le da es con
objetivos diferentes del colimador y resuelve problemas diferentes como antes
se demostrd. Dado que nuestra invencidén no utiliza fotones y no realiza una
estimacion de la direccionalidad del fotén o particula incidente, los conceptos
expresados por D1 no son pertinentes y no permiten deducir que los

dispositivos expuestos puedan resolver de manera directa el mismo problema y
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con los mismos principios de aplicacion que la tecnologia presentada en
nuestra solicitud. Nuestra aplicacién utiliza el colimador para limitar la zona en
la que se aplica la radiacion y limitar el tamafo del pixel, una aplicacion muy
diferente a la presentada por D1 para dicho dispositivo. El evaluador también

cita en la misma linea de la tabla 1 “Incident radiation photons 107 from gamma

ray radiation source, with enerqy less than the pair production threshold, can

undergo Rayleigh scattering, Compton scattering or photoelectric interactions”.

Es de anotar que es bien conocido que la interaccion de un foton con la materia
puede producir los fendmenos alli descritos y que dichos principios son
utilizados por todos los detectores de radiacion, no excluyendo las
particularidades de diseio que cada detector o sistema pueda tener para
resolver un problema especifico. Es también importante resaltar que la
invencion propuesta utiliza particulas beta, como mecanismos de ionizacion del
gas dentro del detector por lo que es claro que el uso que se le da a la
interaccién con la materia en lo citado por D1 y nuestra invencion son

diferentes. Colocado en el contexto de D1, “incident radiation photons 107

from gamma ray radiation source, with enerqgy less than the pair

production threshold, can undergo Rayleigh scattering, Compton

scattering or photoelectric interactions. Compton scattered gamma ray

photons 108 can be detected by the edge-on radiation detector within the

module 102 responsible for the initial scattering, by other edge-on detector

modules within the front-end detector layer 510 (detector layer 1) or by detector

modules within the back-end detector layer 520 (detector layer 2).”, se puede

notar que menciona que los fotones dispersados por su interaccion con la
materia pueden ser detectados por detectores tipo edge-on. No obstante, la
invenciéon propuesta por nosotros no hace ninguna deteccion de fotones
dispersados, nuestra invencién colecta los electrones libres y localiza su
posicion en un plano, una aplicacion que no corresponde a lo expuesto por D1

y que por lo tanto no permite a un experto medio en la materia utilizar lo
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propuesto por D1 para solucionar de forma idéntica el problema particular

resuelto por nuestra invencion.

Tabla 1. Punto 3.

Se pueden emplear uno o mas tipos de detectores, incluidos: detectores de
centelleo, detectores de semiconductores, detectores de gas (incluidos, entre
otros, conjuntos de pajillas, camaras de gas de microbanda, contadores
proporcionales de multiples cables y contadores proporcionales de multiples
capas de tiras cruzadas, multiplicador de electrones de gas (GEM), detectores de
micromegas (Micro-MEsh Gaseous Structure) y de camara de placa resistiva
(RPC), detectores de baja temperatura (como Ge o superconductor) y detectores
estructurados (Pag. 4, Parr. 0062, lineas 8 a 16).

Un detector
gaseoso
multiplicador de
electrones (GEM)
(2), que tiene un
marco exterior
(2.1).

Como ya lo mencionamos en el primer punto, en el dispositivo para la medicién
de espesores solo incluimos detectores gaseosos multiplicadores de
electrones, de los cuales los mas comunes son el Gas Electron Multiplier
(GEM) y el detector MICROMEGAS. Los detectores de centelleo y los
detectores de estado solido NO hacen parte de nuestra solicitud y no estan

incluidos dentro de la materia reclamada.

Como se mencion6 antes, debido a que el documento D1 incluye los detectores

gaseosos no destacaremos esto como una diferencia con nuestra invencion.

Tabla 1. Punto 4.

Tanto los electrones como los agujeros producidos por un evento de radiacién se
pueden recolectar para proporcionar informacion de posicién 1D entre el anodo y
los lados del catodo de la abertura (Pag. 25, Parr. 0276, lineas 3 a 6).
2 El indice de refraccién (IOR) del material de la capa intermedia no centelleante
sefiales (2.2), una : : 3
tapa superior ppec}e seIeCC|onar§§e (dentrq de los Iim{tes) para mejorar al menos uno qe !os
(2.3) siguientes: resolucion espacial, resolucién temporal, recoleccién de sefal éptica
= (Pag. 38, Parr. 0399, lineas 10 a 13).

Y en donde se
localiza un plano
colector de

En el punto 4 de la tabla 1 el evaluador, de forma resumida, afirma que la
posicion de la interaccién del foton con el medio que se encuentra dentro del
detector es lo que se desea conocer, para tal efecto, las cargas (electrones o
huecos) son colectados en las bandas y de esta manera identificar su altura
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(posicion en 1D). Esta descripcion no corresponde a lo presentado en nuestra
invencion. Si bien tanto nuestra invenciéon como el documento D1 reportan que
utilizan la recoleccidon de electrones para determinar una posicion, es de anotar
que esto es una caracteristica general de una gran mayoria de los detectores
de fotones o particulas y no distingue la aplicacion que de esta caracteristica se
haga. En el caso de D1, se especifica que la informacion de la recoleccion de
electrones es utilizada para determinar la resolucidn espacial de la sub-

apertura “This 1D positional information is used to determine electronically the

sub-aperture spatial resolution.”, En nuestra invencion no se utilizan las

bandas, y no se utilizan los electrones colectados para determinar la resolucion
espacial de la sub-apertura. En nuestra invencién, los electrones colectados
son utilizados para determinar el numero de particulas beta que no han
interactuado con el material de prueba (lamina delgada) y que interactuan con
el detector, y a su vez determinar la posicion 2D de esta interaccion con
respecto a la superficie del detector perpendicular a la radiacién incidente, a
diferencia de D1 que utiliza la coleccion de electrones para identificar una
posicion 1D en una direccion perpendicular a la cada expuesta a la radiacion.
Por lo tanto, si bien tanto D1 como nuestra invencion utilizan la coleccién de
electrones, la forma en la que lo hacen y el uso que le dan a la informacién
obtenida es diferente y no se puede afirmar que las dos aplicaciones realizan la
misma operacion. El uso de un fendmeno fisico puede ser diferente en dos
aplicaciones siendo la aplicacion el factor diferenciador y no el fenémeno fisico

que es utilizado.

En la misma linea 4 de la tabla 1, menciona el evaluador que en el documento
D1 se dice que para mejorar la resolucion se utilizan materiales con IOR
determinados para “enfocar” los fotones. Nosotros, simplemente no utilizamos
ningun procedimiento de enfoque de los fotones. Ademas, el concepto de
material intermedio es diferente en las dos aplicaciones; para D1 el material

intermedio se utiliza para controlar la dispersién de la sefal Optica y para
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nosotros el material intermedio, es el material de interaccion que genera los
electrones. El hecho de que se utilice un mismo nombre, no significa que se

refieran a lo mismo

Como se expresa en D1, el material intermedio tiene como objetivo mejorar la
resolucion éptica del dispositivo al desviar la trayectoria de los fotones con un
indice de refraccion IOR, mientras que, en nuestra invencién, el material
intermedio es un gas, cuya funcidn es ionizarse ante la interaccion de radiacion
beta y en ningln caso presenta o se utiliza un comportamiento refractivo ante
sefiales Opticas. Por lo tanto, si bien las dos tecnologias utilizan un material
intermedio, las caracteristicas de éste y su funcionalidad en el dispositivo son
completamente diferentes y no es posible asociar que nuestra tecnologia
presenta similitudes con D1 por el uso de un material intermedio. Dado que el
problema a resolver es diferente y que la manera en que se resuelve es
diferente, no es posible afectar la novedad de nuestra tecnologia con este

aspecto reportado por D1.

Adicionalmente, hemos modificado la reivindicacién independiente 1 incluyendo
nuevas expresiones con el objetivo de dar méas claridad a la materia reclamada
y destacar aun mas las diferencias de nuestra invencion con el dispositivo de
D1.

Hemos definido de forma mas detallada la configuracién interna del detector
GEM (2) determinando de forma precisa la ubicacién de algunos de los
elementos que conforman dicho detector, lo definimos como una camara
herméticamente sellada con una mezcla de gases, esto es, un gas inerte y uno
organico, esta conformado por un marco exterior (2.1), un plano colector de
seflales 0 anodo (2.2) dispuesto en la base del detector GEM (2), una tapa

superior (2.3), un catodo (2.5), laminas multiplicadores de electrones (2.4), en
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la parte superior del catodo (2.5) se localizan los marcos separadores de
canales (2.6).

Al realizar la comparacion elemento por elemento, es claro que el dispositivo de
D1 no revela “un plano colector de sefiales o &nodo (2.2) multicanal dispuesto

en la base del detector GEM (2)”, diferencia 2 no revelada por D1, es mas, en

D1 ni siquiera se define de forma clara cual es elemento colector, solo se hace
referencia que dicha tarea se puede realizar entre el anodo y los lados del
catodo de la abertura (Pag. 25, Parr. 0276, lineas 3 a 6), en D1 no se revela
tampoco de forma clara la ubicacién del colector dentro del detector GEM.
Tabla 1. Puntos 5y 6.

Por lo menos una
lamina
multiplicadora de
electrones (GEM-
foil) (2.4).

Un catodo (2.5).

Otra implementacion mas es reemplazar la matriz de cables en cada capa con
una lamina de multiplicador de electrones de gas (GEM) o una malla de
micromegas con una lectura de plano de anodo 2D (Pag. 47, Parr. 0488, lineas 4
a’7).

La cara (740) del catodo esta orientada hacia la parte trasera del detector (700),
con uno o mas elementos (745) del catodo (Pag. 26, Parr. 0286, lineas 4 y 5).

En la tabla 1, punto 5 el evaluador cita un detector de tipo “monolithic

multilayer” donde las paredes del detector actuan como “ Compton scattering

material”. Es de anotar que en la tecnologia presentada ante la SIC, las
paredes del detector no actian como material de dispersion “Compton
Scatering material”’, que la aplicacién presentada no utiliza fotones y que el
principio que utiliza el detector es la atenuacion de la radiacion por el material
de prueba (material de la lamina delgada), que es externo al detector. Los
detectores de tipo GEM son utilizados en multiples aplicaciones y es la forma
de su uso y no el detector en si mismo el factor diferenciador de las
tecnologias. Por lo anterior, no puede considerarse que el uso de detectores
tipo GEM por las dos tecnologias pueda considerarse como un factor que
afecte la novedad, ya que la aplicacion de la tecnologia resuelve problemas
diferentes, su configuracién es diferente y la forma en que son usados es

diferente.

Visite nuestra pagina web: www.mdelaw.com



http://www.mdelaw.com/
mailto:mde@mdelaw.com

BOGOTA - COLOMBIA

M D I AK. 24 No. 37 31 Of. 202

TEL. (571) 2444096 — 3690624 —

= E R EGR 2444938 - Fax (571) 2442496
MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS Cel: 316 625 39 68
IP LAWYERS

En la tabla 1, punto 6 el evaluador hace referencia a detectores de tipo
“Structured Mold Detectors”. El evaluador por medio de esta cita cuestiona la
utilizacion de un catodo dentro del detector. Es de anotar que electrodos como
catodo y anodo estan presentes en cualquier dispositivo que utilice potencial
eléctrico (voltaje) y que todos los dispositivos que colectan electrones tienen
por definicibn un catodo y un anodo, no obstante, es la funcionalidad del
dispositivo lo que puede considerarse como elemento diferenciador de
cualquier tecnologia que utiliza electrodos como catodo y anodo. Mas aun el
dispositivo ilustrado por la figura 7 y descrito en el texto citado por el evaluador,
corresponde a un detector de tipo “Structured Mold Detectors”; que no se
asemeja al tipo de detector utilizado en nuestra invencion (detector tipo GEM).
En la descripcion citada por el evaluador, la separacidn entre electrodos se
realiza por medio de un material atenuante qué es el responsable de la
interaccidon del fotdn y causante la dispersién. En la invencion propuesta, la
atenuacion se realiza sobre particulas beta y tiene lugar al exterior del detector
(en el material de la lamina delgada) y no en el intermedio de los electrodos
como lo manifiesta D1. Por tanto, la configuraciéon y modo de uso del detector

son diferentes en las dos tecnologias.

Adicionalmente, al revisar el concepto del examinador y realizar una
comparacion textual y grafica al detector del documento D1, este tampoco
contiene laminas multiplicadoras de electrones (2.4) agujeradas e intercaladas
y ubicadas frente a la fuente de radiacion (1), diferencia 3 no revelada por
D1.

Tabla 1. Punto 7.
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En esta vista, la cara (730) del anodo esta orientada hacia el frente del detector
(700), mostrando tres elementos (735) del anodo separados por el material
atenuador en los canales (720). La cara (740) del catodo esta orientada hacia la
parte trasera del detector (700), con uno o mas elementos (745) del catodo. Los
orificios (710) y los canales (720) se pueden grabar o micromecanizar en el
detector (700) (p. Ej., Bloque de silicio) (Pag. 26, Parr. 0286, lineas 1 a 7). Ver
figura 8.

1000 FIG. 8

Y unos
separadores de
canales (2.6).

A pesar de que en el documento D1 se pueden observar los separadores en la

imagen inferior, estos cumplen una funcién diferente a los de nuestra invencion.

Aunque las caracteristicas que mencionaremos a continuacion no fueron
reclamadas en el pliego reivindicatorio inicial, estas seran incluidas en la nueva
clausula principal. Estas se refieren a que en la patente D1 el anodo se
encuentra en la parte lateral del detector 730 (es un disefio totalmente diferente
a lo que estamos proponiendo), nuestro anodo se encuentra en la parte inferior
del detector y es un anodo multicanal (2.2), los separadores 735 estan
disefiados para separar los materiales atenuadores de canales 720. En nuestro
disefio, el separador de canales (2.6) solo es utilizado en la parte superior del
detector para atenuar la radiacion generada por los canales vecinos.
Solamente utilizamos un separador; en la patente D1 se pueden observar 8
separadores. En la patente D1 se habla de un bloque de silicio, esto significa
que la descripcion de la figura aplica para detectores de estado solido. Este
disefio es totalmente diferente a nuestro disefio que se trata de un detector

gaseoso.

Como ya lo mencionamos D1 no revela que “en la parte superior del catodo

(2.5) se localizan los marcos separadores de canales (2.6)”, diferencia 4 no
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revelada por D1. Por lo anterior, hemos incluido esta caracteristica dentro de

la nueva reivindicacion principal 1.

Tabla 1 punto 8.

Figura 23B es una vista en perspectiva de un detector de rayos X semiconductor
3D estructurado con una serie de canales de electrodos que esta acoplado

Un sistema de
electronica base
(3) al que se une
un sistema de
adquisicion de

datos (4), para
obtener espesor
de laminas

delgadas (5).

electronicamente a un sustrato adjunto que incorpora circuitos de lectura con un
enlace de alimentacién y comunicacion para la conexion a una computadora
(Pag. 2, Parr. 0047).

Los detectores de front-end y back-end deben tener al menos una propiedad
diferente como posicidn, tamafio, geometria (plana, caja, caja parcial, anillo, anillo
parcial, etc.), direccionalidad (enfocada, desenfocada), espacial resolucion,
resolucion temporal, resolucion energética, probabilidad de interaccion (densidad
del material, espesaor, coeficientes de interaccién), orientacion (canto, cara a cara,
inclinacion), caracteristicas de ruido, funcionamiento del detector (integrador, PC,

PCE), etc. (Pag. 6, Parr. 0086, lineas 13 a 20).

En la tabla 1 punto 8. A tal respecto, es de anotar que todo sistema de
deteccion tiene un sistema de recoleccion de sefales eléctricas, un circuito
electronico que acondiciona dichas sefiales y un computador que procesa
dicha informacion para obtener el resultado deseado. Asi las cosas, la novedad
no radica en la utilizacion de un circuito compuesto de un colector de sefiales,
un sistema de adquisicion y un procesador, sino en el tipo de senales, y el
proceso que estas reciben para obtener el resultado deseado. ElI documento
D1 no soluciona el problema de medicion de espesor de laminas delgadas, ni
menciona como debe procesarse las sefiales eléctricas recolectadas por los
canales para transformarlas en informacion dimensional del espesor de laminas

delgadas.

En la misma linea de la tabla 1, el evaluador sobre los detectores cita un texto
anterior que no es pertinente en este contexto; en primer lugar, en la invencién
presentada solo existe un detector, por lo que citar un front end y un back end
detector no corresponde a la configuracion utilizada por nosotros, mas aun, los

parametros que evoca, “directionality (focused, unfocused), spatial resolution,
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temporal resolution, energy resolution, interaction probability (material density,
thickness, interaction coefficients), orientation (edge-on, face-on, tilt), continuity
(continuous, discontinuous), noise characteristics“ corresponden a parametros
de evaluacion de un cualquier detector. Los valores de estos parametros son
los que caracterizan y diferencian los detectores y la tecnologia y métodos que
se utilizan para lograr dichos parametros son en realidad los elementos

diferenciadores de las tecnologias.

Concluyendo respecto a la categoria de producto de nuestra solicitud, que
trata de un dispositivo detector gaseoso multiplicador reclamado en la
reivindicacion 1 y que resuelve el problema de suministrar un aparato para la
medicion del espesor de laminas delgadas, para mejorar la precision y
disminuir los tiempos en las lecturas; sobre una linea de control de calidad,
podemos afirmar sin ambiguedadambiguedad que la materia reclamada es
NUEVA ya que el documento citado como anterioridad (D1) no es el estado del
arte mas cercano pues no pertenece al mismo campo de accion, ni soluciona el

mismo problema de nuestra invencion.

Pero, ademas, la materia reclamada en la reivindicaciéon principal 1 es
NUEVA ya que el aparato detector de D1 no revela los elementos y
caracteristicas en su conjunto, no presenta de forma exacta la informacién
necesaria para que una persona versada en la materia pueda a partir de dicha
informacion reproducir totalmente lo presentado en nuestra invencion. El
requisito de novedad definidio el Art. 16 Decision 846 de la CAN que dice
“Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida
en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que
haya sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sélo para el

efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
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estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la
oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que
se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el

plazo previsto en el articulo 40™

, es claro respecto a cuando se puede
considerar que una invencion es novedosa, por lo tanto, al interrogarse sobre si
¢la materia objeto de la reivindicacién independiente 1 que se refiere a un
dispositivo para la mediciéon de laminas delgadas es idéntica o no al material
del documento D1 citado?. Es claro por todo lo argumentado y demostrado en
este oficio, que el dispositivo reclamado en la presente solicitud es
NOVEDOSO ya que el aparato detector de D1 no revela todos los elementos y
caracteristicas de la invencién definida en la reivindicacion principal 1, de forma

puntual el dispositivo de D1 no divulga:

» Una fuente de radiacion beta (1).

» Un plano colector de sefales o anodo (2.2) dispuesto en la base del
detector GEM (2).

» Laminas multiplicadoras de electrones (2.4) agujeradas e intercaladas y
ubicadas frente a la fuente de radiacion (1).

» Marcos separadores de canales (2.6) localizados en la parte superior del
catodo (2.5).

Asi las cosas, el dispositivo detector de D1 presenta mas de 4 diferencias
con la materia reclamada en la reivindicacién independiente 1, de forma tal,
que el dispositivo para la medicion del espesor de laminas delgadas de nuestra

invencion es NUEVO a la luz del contenido del documento D1.

' COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, DECISION 486 “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”.
Lima, Peru. Ao 2000.
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Es imposible probar que D1 revele de manera explicita y exacta la misma
configuracion de elementos y caracteristicas y que estos interactuen de manera
idéntica a nuestra solicitud de patente y que como resultado esté en la
capacidad de obtener medidas de espesor de laminas delgadas, como si lo

hace nuestra invencion.

Por todo lo anterior, queda demostrado y claro que las nuevas
reivindicaciones 1 a 2 son novedosas, inventivas y poseen aplicacion
industrial. Ademas, el efecto técnico logrado por el dispositivo para la
medicion del espesor de laminas delgadas de nuestra Invencion es
sorprendente a la luz del documento D1, dado que no hay ensefianzas en tal
documento que permita a la persona versada en la materia reproducir de
forma idéntica un dispositivo para la medicion del espesor de laminas

delgadas como el de nuestra solicitud.

3.2 Respecto a la reivindicacidon independiente 3.

Respecto a lo mencionado por el examinador referente a la falta de novedad
del método de tratamiento de sefiales que Genera el Detector GEM (2) para
medicion de espesores de laminas delgadas de la reivindicacion 3. Realizamos
la tarea de comparar el método divulgado en D1 y este documento en ningun
momento se refiere a un método de tratamiento de sefiales para medicion de
espesores de ldminas delgadas, tampoco hace alusion a las etapas concretas
como a la etapa a. de amplificacion (3.1): convertir la carga del pulso de

corriente que genera el detector GEM (2), en unidades de voltios (tension).

El método de tratamiento de sefales de la reivindicacion 3 que propusimos
nosotros, son los tareas o pasos que se deben realizar al leer las sefiales del

detector gaseoso multiplicador de electrones. Insistimos, la reivindicacion 3 se
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trata de las etapas y pasos que en combinacion, amplifican, almacenan,
realizan la multiplexion de los canales, digitalizan, y transmiten la informacion
que nos proporciona el detector de multiplicacion de electrones a la hora de

medir el espesor de las laminas delgadas.

El examinador utiliza una tabla comparativa para realizar el “analisis” de
novedad del método reclamado con “expresiones” que pretende hacer pasar
como un conjunto de tareas y etapas similares al contenido de la reivindicacion
3, sin embargo y a pesar del esfuerzo realizado es claro que el documento

citado no revela:

» En el documento D1 no hay un contenido o referencia que trate de un
meétodo de tratamiento de sefales generado por un detector GEM para
medicion de espesores de laminas delgadas,

» En el documento D1 no se ensefia un método o procedimiento que
contenga en su orden unas etapas como las reclamadas en la
reivindicacion 3.

» En el documento D1 no hay un método de tratamiento de sefiales
generado por un detector GEM para medicién de espesores de laminas
delgadas que contenga las etapas de amplificacion, almacenamiento
analogo, almacenar la sefial en una memoria y sobre todo de
combinacion de canales para transmitir una sola linea de comunicacion,
llevando datos de la memoria de almacenamiento analogo, por medio de
varios canales en paralelo al sistema de digitalizacion y transmisién de
datos, a través de un canal de transmision en serie, en orden con la
informacion de cada canal del detector y de digitalizacion y transmision
de datos capturando los datos procedentes de la combinacion de
canales, transmitiendo los datos digitales de cada canal, al sistema de

adquisiciéon de datos.
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Asi las cosas, no existe en D1 un método de tratamiento de senales
generado por un detector GEM para medicién de espesores de laminas
delgadas, ni siquiera resulta practico determinar el numero de diferencias entre
las expresiones citadas de D1 con la materia reclamada en la reivindicacion
independiente 3, de forma tal, que el procedimiento para la medicion del
espesor de laminas delgadas de nuestra invencion es NUEVO a la luz del

contenido del documento D1.

Es imposible probar que D1 revele de manera explicita y exacta un método de
tratamiento de sefales generado por un detector GEM para medicién de
espesores de laminas delgadas con las etapas y tareas en el orden sefalado
como el reclamado en nuestra solicitud de patente y que como resultado dichas
etapas permitan obtener medidas de espesor de laminas delgadas, como si lo

hace nuestra invencion.

Por todo lo anterior, queda demostrado y claro que la nueva reivindicacion

independiente 3 es novedosa, inventiva y posee aplicacion industrial.

Finalmente, sea del caso aclarar que nada en el documento citado D1 habria
permitido a la persona versada en la materia predecir de manera EXACTA las
etapas del método de tratamiento de sefiales que Genera el Detector GEM (2)

para medicion de espesores de laminas.

Asi las cosas, respetuosamente pedimos se otorgue el privilegio solicitado para

el producto y métodos reclamados en las reivindicaciones 1 a 2, 3y 4.

Para terminar, queremos agregar que las modificaciones realizadas son
tomadas textualmente de la version original presentada ante la SIC, por lo
tanto, estas no constituyen ampliacion de materia alguna y en su mayoria

fueron realizadas por sugerencia del examinador.
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Atentamente

Clemencia Delgado Villegas
APODERADO
T.P. 43307 del C. S. de la J.

CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Dispositivo para la medicién del espesor de laminas delgadas, por medio de
un detector gaseoso multiplicador de electrones CARACTERIZADO PORQUE

comprende los siguientes elementos y caracteristicas:

>

El dispositivo se compone de una fuente de radiacion ionizante (1), un
detector GEM (2), un sistema de electronica base (3), un sistema de
adquisicién de datos (4), y una lamina delgada (5) dispuesta para la
medicion del espesor.

La fuente de radiacion ionizante de rayos beta (1) estd conformada por
un colimador (1.1), que es un sistema que toma un haz de radiacion
ionizante y lo convierte en un haz perpendicular a la lamina a medir (5).
Del colimador (1.1) sale la representacion de la radiacion que hace
contacto con la lamina delgada (5), y se generan dispersiones de la
radiacion (1.3), hacia un detector GEM (2).

El detector GEM (2) es una camara herméticamente sellada con una
mezcla de gases, esto es, un gas inerte y uno organico, esta
conformado por un marco exterior (2.1), un plano colector de sefnales
(2.2) dispuesto en la base del detector GEM (2), una tapa superior (2.3),
un céatodo (2.5), laminas multiplicadoras de electrones (2.4) agujeradas e

intercaladas y ubicadas frente a la fuente de radiacion (1) y en la parte
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superior del cdtodo (2.5) se localizan los marcos separadores de canales
(2.6).
» Un sistema de electronica base (3) para calibracion de las sefiales que

genera el detector GEM (2).

2. Dispositivo para la medicion del espesor de laminas delgadas, por medio de
un detector gaseoso multiplicador de electrones de acuerdo a la reivindicacion
1, CARACTERIZADO PORQUE el detector gaseoso multiplicador de
electrones (GEM) (2) se instala perpendicular al haz después de haber
interactuado la radiacién con el material a medir (5).

3. Método de tratamiento de sefales que Genera el Detector GEM (2) para
medicion de espesores de laminas delgadas, a través del Sistema de
Electronica Base (3) que comprende las etapas de:

Etapa a. Amplificacion (3.1): convertir la carga del pulso de corriente que

genera el detector GEM (2), en unidades de voltios (tension).
Etapa b. Almacenamiento anélogo (3.2): almacenar la sefial en una memoria.

Etapa c. Combinacion de canales (3.3): combinar sefiales para transmitir una
sola linea de comunicacion. Llevar datos de la memoria de almacenamiento
analogo, por medio de varios canales en paralelo, al sistema de digitalizacion y
transmision de datos (3.4), a través de un canal de transmision en serie, en

orden con la informacién de cada canal del detector GEM (2).

Etapa d. Digitalizacion y transmision de datos (3.4): capturar los datos
procedentes de la combinacion de canales (3.3). Ademas, transmitir los datos
digitales de cada canal, al sistema de adquisicion de datos (4).

4. Método Implementado por computador para la Medicién del Espesor de
Laminas Delgadas Mediante un Detector Gaseoso Multiplicador de electrones
(GEM) que comprende las siguientes etapas:
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Etapa a. Umbralizar las sefales (4.1).

Etapa b. Contar la cantidad de particulas (4.2) que llegan al detector GEM (2)

para un intervalo de tiempo definido “Te”.
Etapa c. Escalar a espesor por intensidad (4.3).

Etapa d. Generar el histograma (4.4) para un intervalo de tiempo “Te”,
correspondiente a la interaccion de la fuente de radiacion (1) con las laminas
delgadas (5).

Etapa e. Realizada la etapa d, calcular todas las variables para obtener la
ganancia (4.5) del detector gaseoso multiplicador de electrones (GEM) (2).

Etapa f. Analizar picos y area de la distribucion generada por el histograma de
energia para escalado del espesor por perdida de energia (4.6), de la lamina
delgada (5) a medir, aplicando el método de perdida de energia.

Etapa g. Corregir el espesor por ganancia (4.7), por el método de intensidad y
por el método de perdida de energia, segun las distancias entre la fuente de
radiacion (1) y la lamina delgada (5) a medir, por medio del Detector Gaseoso
Multiplicador de electrones GEM (2). Adicionalmente, corregir el espesor,
teniendo en cuenta el cambio de volumen generado por altas temperaturas en

el proceso de produccién de laminas delgadas (5).

Etapa h. Corregir el espesor en forma combinada (4.8), tanto para el método de
intensidad, como por el método de perdida de energia, considerando las
caracteristicas del detector gaseoso multiplicador de electrones (GEM) (2).

Etapa i. Corregir y comparar el espesor (4.9), tanto por el método de

intensidad, como por el método de perdida de energia.

Etapa j. Determinar la constante de tiempo (4.10), denominada “Te”, de la
medicion del espesor, aplicando el método por intensidad y el método por

perdida de energia.
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Etapa k. Ejecutar las etapas descritas en el presente método para la medicion
del espesor de las laminas delgadas (5), mediante el detector gaseoso

multiplicador de electrones GEM (2), de forma simultanea.
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